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薩摩藩，宇和島藩，土佐藩，長崎，兵庫，大阪，加賀藩

E. Satow 「そういう趣旨のことを横浜の新聞に書いた．」

伊達宗城「ああそれなら読んだことがある．」

さらに，『英和口語辞典』を編纂．

横浜のジャパンタイムに「英国策論」を寄稿23歳1866年

薩英戦争1863年

アーネスト・サトウ横浜着19歳1862年

土佐藩と薩摩藩による王政復古の密約

薩長連合

下関戦争（長州 vs 英・仏・米・蘭）

長州藩による外国船砲撃

桜田門外の変

1866年
1864年

1863年

1867年

1860年
「英国策論」は西郷に影響をあたえた

aアーネスト・サトウ，一外交官の見た明治維新：上，下，岩波文庫，1960.
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ITC1999におけるインテルの基調講演

低価格ストラクチャルATE--被試験VLSIのピン数より少

ないチャンネル数．

A

高速定電圧供給源--ダイナミックな電流変化（di/dt）へ

の対応）

C 
高性能のATPG開発--ストラクチャル・テストへの対応．B
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ITC1999におけるインテルの基調講演（続）

低価格ストラクチャルATE--被試験VLSIのピン数より少

ないチャンネル数．

A

高速定電圧供給源--ダイナミックな電流変化（di/dt）へ

の対応）

C 
高性能のATPG開発--ストラクチャル・テストへの対応．B

c
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試験にたいするムーア則

電力：di/dtとPavgとPmax．C

生産試験コストをスケーリング可能とし，ビジネスニー
ズに対応させる．

A1

欠陥検出率向上（ > Stuck-atモデル）可能なテスト法

が，製品サイクル短縮とデバイス技術進歩に必須．

B 
デバイスの高性能化に対応する高精度ATEが必要．A2
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オン・チップの電圧Droopモニター CICC2010

実現方法は，オフチップとオンチップで大きく異なるキー

2000年当時は，オフチップの装置にたいするニーズ．C
2010年には，さらにオンチップのニーズに．C

e
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機能試験からストラクチャル・テストに

1997年 100%機能試験

2001年 30%機能試験，70%ストラクチャル・テスト

B

欠陥検出率向上（ > Stuck-atモデル）可能なテスト法

が，製品サイクル短縮とデバイス技術進歩に必須．

B 
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インタコネクトの高性能化

シリコン・スピードの高速化．D1

評価ツール -- タイムインターバルアナライザ，オシロ
スコープ，ビット誤り率測定器 – の市場が急成長．

D3 
規格化により，パラレルバスをシリアルリンクに．D2

g
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ジッタ試験が重要に

1999 2005 20100

10

15

Year

Number of   
Jitter Papers

20
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Δφ法とTDSJIT2とのベンチマーキング2000年1月

Δφ法による測定とタイムインターバルアナ
ライザ測定が一致！

1999年12月

Bogdan Staszewski博士 （TI Dallas）訪問

IBM T. J. Watson研究所（NY）訪問．

Intel（Hillsboro）訪問．

IBM（Poughkeepsie NY）訪問．

Intel（Hillsboro）訪問．

Bell研究所（Princeton）訪問．

Agere Systems（Maine）訪問．

10Gb/s SerDes Demo Board.

Tektronix（OR）訪問．

Motorola（Austin）訪問．PowerPCデータ．

2000年10月4

2000年10月3

2000年5月2

2001年7月5

1999年10月1

2002年5月6

2007年4月9 
2005年4月8 
2002年10月7

論文発表：入口でいつも「ATE購入義務？」

i
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最初の幸運の女神

M. Soma教授（UW）ジッタ試験法の研究を提案される．0
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Δφ法とTDSJIT2とのベンチマーキング

オシロスコープに組み込まれているツールより高性能．2
k
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Δφ法とTDSJIT2とのベンチマーキング（続）

オシロスコープに組み込まれているツールより高性能．2
l

Wavecrest DTS 2077:  JRMS = 7.72 ps (104 zero-crossing events)

All Rights Reserved - Advantest Corporation

10 Gb/s SerDes Demo Board from Agere Systems

最先端デバイスで試験法を研究．技術的に8年先行．3
m
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これも幸運の女神？

論文数と特許数で共同研究断られる．回路を独自開発．6

C

Ipump

Ipump
DCLK

UP

DOWN

vOUT
iCPPhase

Frequency
Detector

CLK

Delay

Period jitter estimator
based on the subtraction
of average period from
instantaneous period

Timing jitter estimator
based on the
accumulation
of period jitter
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ガラパゴスからの脱却 朝日新聞，10月2010年

o

マラソンは高速スピードの
時代に突入．

I

強い競争相手がいる場で鍛
える．

III 

トップの駅伝選手が，トッ
プのマラソン選手と競争で
きない．

II


